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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SHUNT POWER CAPACITORS OF THE SELF-HEALING TYPE
FOR A.C. SYSTEMS HAVING A RATED VOLTAGE UP TO
AND INCLUDING 1 000 V -

Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test

FOREWORD

ternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization c|
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEG NS to
htional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and-electronic
hd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Spec
ical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter “referred to
ation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee

subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatiohal;” governmental
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rmal decisions or agreements of IEC on technical matters express.‘as nearly as possible, an int
hsus of opinion on the relevant subjects since each technigal \committee has representatiol
Eted IEC National Committees.
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International Standard IEC 60831-2 has been prepared by IEC technical committee 33: Power
capacitors and their applications.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1995. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

® O O T Q

)
)
)
)
)

Updating of the normative references;

Disc

harge cycles before ageing test carried out at ambient temperature;

Alternative Self-healing test at d.c. voltage;

Mod
Mod

ified acceptance conditions after Self-healing test;
ifications to Destruction test.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
33/544/FDIS 33/551/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts in the IEC 60831 series, published under the general title Shunt power

capacitq
1000 V|
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SHUNT POWER CAPACITORS OF THE SELF-HEALING TYPE
FOR A.C. SYSTEMS HAVING A RATED VOLTAGE UP TO
AND INCLUDING 1 000 V -

Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test

1 Scope

This p3

NOTE The numbering of the clauses and subclauses in this standard corresponds to that of IEC,60831-1,.

2 Noi

The foll
are indi
undated

amendments) applies.

IEC 608
rated vd
— Safety

mative references

bwing documents, in whole or in part, are normatively referenced in this docun
spensable for its application. For dated references, onlythe edition cited app
references, the Ilatest edition of the referenced document (includi

31-1:2014, Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems |
Itage up to and including 1 000 V — Part 1< General — Performance, testing arn
requirements — Guide for installation and’operation

rt of IEC 60831 applies to capacitors according to IEC 60831-1 and gikes the
requirerents for the ageing test, self-healing test and destruction test for these capaci

ors.
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17 Ageing test

17.1 Conditioning
1711 General

The temperature of the case during the first part (17.2a)) and the third part (17.2c)) of the
ageing test shall be the highest mean temperature in 24 h (see Table 1, IEC 60831-1:2014)
plus the difference between the measured temperature of the case and the cooling air
temperature recorded at the end of the thermal stability test carried out on an identical unit.
The second part (17.2b)) of the ageing test should be performed at room temperature.

The tw¢test—methods mdicatedbefow are imtendedto _ensure that—the capacitpr case
temperdture is maintained constant during the test.

The twd methods are considered as being equivalent.
The units that are not sealed shall be tested in air, with forced circulation-

17.1.2 Testing in air with forced circulation

The capacitor unit is mounted in an enclosure in which heated air is circulated with an air
velocity[such that temperature variations at any point of the enclosure do not exceed + 2 °C.
The serfsitive element of the thermostat regulating the temperature in the capacitor enclosure
shall be|located on the surface of the capacitor container, three-quarters of the way up.

The capacitor shall be placed in a vertical position, with the terminals upright.

When many capacitors are tested together;\they shall be placed with sufficient clparance
between them in order to have sufficient temperature uniformity.

After placing the capacitor in the unheated enclosure, the thermostat shall be set at 4 tempe-
rature egual to that indicated in 17(3:1.

Then, without energizing the capacitor, the enclosure shall be brought to thermal $tability,
which shall be deemed te-have been reached when the container temperature of the cppacitor
has reathed the statedtemperature with a tolerance of + 2 °C.

The capacitor shall‘then be energized at the voltage stated in 17.2a).

17.1.3 Testing in a liquid bath

Hewie-whieh—by-approprateneating,

The ca acior it 1o i ara A 1 o At A Bl AA Ay
acCTtoT Ot o nnrrecTseUTTT o corrcat et irecTv

is kept at the temperature indicated in 17.1.
This temperature is maintained with a permissible change of + 2 °C.

Care shall be taken to ensure that the temperature in the neighbourhood of the capacitor is
within these limits.

The capacitor is not energized until it has reached the temperature of the liquid bath.
The capacitor shall then be energized at the voltage stated in 17.2a).

Where the terminal insulation, or the insulation of cables permanently attached to the
capacitor, is of material that might be damaged by the heating liquid, it is permissible for the


https://iecnorm.com/api/?name=223be836f56889ceed6c22ceeda0ff21

60831-2

© IEC:2014 -7-

capacitors to be positioned in such a manner that these terminals or cables are just above the
surface of the liquid.

17.2

Test sequence

Before the test, the capacitance shall be measured as prescribed in 7.1 of IEC 60831-1:2014.

The test

sequence is in three parts as follows:

a) The capacitor shall be energized at a voltage equal to 1,25 Uy for 750 h. Taking the
tolerances of the supply voltage into account, this test voltage shall be the average
voltage for the whole test duration.

b) The

in which C is the measured capacitance in microfarads (uF).

The
appf
The

The
1:20

c) Repktition of item a).

During {
indicate

In the
(items 4

obtained either by using a three-phase source, or by using a monophase sou

modifyin

Due to
interrup
interrup
the sam

17.3

capacitor shall then be subjected to 1 000 discharge cycles consisting of:
harging the capacitor to a d.c. voltage of 2 Uy;
ischarging the capacitor through an inductance of:

L=1 000

+20% in microhenry (uH)

cables used for the external circuit and the inductance’shall have a cross|
opriate to the maximum permissible current (see Clause 21 of IEC 60831-1:20

duration of each cycle shall be 30 s minimum.

connection for this part of the test shall be as_described in Clause 16 of IEQ
14.

he whole test sequence the temperature of the case shall be maintained equg
din 17.1.1.

case of three-phase capacitors, the first and the third parts of the test s¢
) and c)) shall be carried out with all the phases energized at 1,25 Uy. This|

g the internal capacitor-eonnections.

ong duration of.this test, voltage interruptions may occur unexpectedly. Durin
ions, the capaeitor units shall remain in the same test setup and the test time
ed. If power-is interrupted to the heating enclosure, the ageing test shall resu
e starting.conditions as described in 17.1.2 or 17.1.3.

Test requirements

tsection
14).

60831-

| to that

bgquence
can be
ce and

g these
is also
me with

During t

Te testTo permmanent breakdowTT, opern circuitor ftastrovershattoccur:

At the end of the test the capacitor shall cool down freely to the ambient temperature and the
capacitance shall then be measured under the same conditions as before the test.

The maximum permitted variation of capacitance compared to the values measured before

the test

shall be 3 % averaged over all the phases and 5 % on one phase.

The voltage test between terminals and container shall be carried out with the same pro-
cedures as prescribed in 10.1 of IEC 60831-1:2014.

The sealing test shall be repeated as prescribed in Clause 12 of IEC 60831-1:2014.
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18 Self-healing test

This test may be carried out on a complete unit, or on a separate element or on a group of
elements that are a part of the unit, provided the element or the elements under test are
identical to those used in the unit and their conditions are similar to those they have in the
unit. The choice is left to the manufacturer.

The capacitor or element shall be subjected for 10 s to an a.c. voltage of 2,15 Uy or to a d.c.
voltage of 3,04 Uy (2,15 Uy a.c. peak value).

If fewer than five breakdowns occur during this time, the voltage shall be increased slowly
until five_bhreakdowns have occurred since the beginning of the test or until the voltage has
reached 3,5 Uy in a.c or 4,95 Uy in d.c.

If fewer|than five breakdowns have occurred when the voltage has reached thelabove stated
voltage [imit for a time of 10 s, the test shall be finished, if at least one clearing’has ocgcurred.

If no brjeakdown has occurred, the test may be continued until at_least one breakdown is
obtained or may be interrupted and repeated on another identicallunit or element, at the
choice of the manufacturer.

Before @nd after the test, the capacitance and tan § shall be measured.
No charge of the capacitance equal/higher than 0,5 %‘hall be permitted.
The follpwing formula shall be checked: tan & <14 tan 55 + 1 x 10—4, (at 50 or 60 Hz)

Where tan & is the value after the test and tam§ is the value before the test.

NOTE 1 |Breakdown during the test may be detected by an oscilloscope or by an acoustic or a high-freqyency test
method.

In particular, self-healing breakdown test.equipment as shown in Annex A could be used.

NOTE 2 |The test carried out on a part of a unit can facilitate the detection of self-healing breakdown.

For polyphase capacitors, the test voltages should be adjusted accordingly.

When cpmparing the results of capacitance and tan 8 measurement obtained before gnd after
the test{ two factors should be taken into account:

a) the reproducibility of the measurement;

b) the Ilfact that an internal change in the dielectric may cause a small changd in the
capacitance without detriment to the capacitor.

19 Destruction test

19.1 Test sequence

The test shall be carried out on a capacitor unit. If necessary the discharge resistors shall be
disconnected in order to avoid burning.

A capacitor which has passed the ageing test may be used.

For polyphase units the test shall be carried out between two terminals only. In the case of
three-phase delta connection two terminals shall be short-circuited. For star connection no
terminals shall be short-circuited.
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The principle of the test is to promote failures in the elements by d.c. voltage and sub-

sequent

ly to check the behaviour of the capacitor when an a.c. voltage is applied.

The capacitor shall be mounted in a circulating air oven having a temperature equal to the
maximum ambient air temperature of the temperature category of the capacitor.

When all the parts of the capacitor have reached the temperature of the oven the following

test seq

uence shall be performed with the circuit given in Figure 1.

a) With the selector switches H and K in positions 1 and a respectively, the a.c. voltage

sour

ce is set to 1,3 Uy and the capacitor current is recorded.

b) The d.c. source is set to 10 U,. The switch H is then set to position 2 and the variable

resis

tor is adjusted to give a d.c. short-circuit current of 300 mA.

c) Switch H is set to position 3 and switch K to position b in order to apply(the d.c. test

voltd
Zero

Alte
until
3s.

The

another sample and not counted.

d) Swit
capd

The foll

— the
cheq
citor|
blow
pres

— the
voltn]

— the

the procedure (d.c. —,aiey) continues.

When tH
voltage
1:2014

ge to the capacitor which is maintained until the voltmeter indicates appro
for at least 3 s.

natively, it is also possible to gradually increase the d.c. voltagg, (fo maximum
a 300 mA short circuit-current is created in the capacitor, and maintained for

capacitor that becomes open circuit after the d.c. conditioning shall be repl

citor for a period of 3 min when the current is again noted.
bwing conditions may be obtained:

bmmeter | and the voltmeter U both indicate zero. In this case the fuse-link
ked. If it has blown it shall be replaced: Then the a.c. voltage is applied to th
and if the fuse-link blows again the procedure is interrupted. If the fuse-link g
the procedure consisting in the application to the capacitor of d.c. and a.c. vo
cribed in items ¢) and d) continues using only the switch K;

current indicated by the ammeter | is lower than 66 % of the initial value
heter U indicates 1,3 Uy In"this case the procedure is interrupted,

turrent indicated by.the ammeter | is higher than 66 % of the initial value. In t

e procedure issinterrupted the capacitor is cooled to the ambient temperature
test betweéniterminals and container is carried out according to 10.1 of IEQ
hpplying-an. a.c. voltage of 1 500 V.

imately

10 Uy)
at least

aced by

ch K is then set to position a again in order to{apply the a.c. test voltage to the

shall be
e capa-
oes not
tage as

and the

Nis case

and the
60831-

D.C.

Rl
(A ) el | }— 1
- AN )

® a

20

a IEC 0311/14

Figure 1 — Circuit to perform the destruction test
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The minimum short-circuit current of the a.c. generator shall be 2 000 A at the capacitor
terminals.

A time-lag fuse-link for protecting the setup shall be used.

The rated current /g of the fuse-link shall be obtained by the formula:

I =KI £ 10 % in amperes (A)

where:
K = 100
0
0 =0y in kilovars (kvar), in the case of a single-phase capacitor;
0 =12/3 Qy, in kilovars (kvar), in the case of a three-phase delta-conpected ¢

wi
twi

when performing the test, see following note.);

I =|In, in amperes (A), in the case of a single phase of star-connected thre
cgpacitor;
1 = R/\3(=1,155) Iy, in amperes (A), in the case of a\three-phase delta-co

Cqg

In any case, K shall be not less than two and not greater than ten.

NOTE Fpr three-phase star-connected capacitors, the single-phase test voltage applied to any two terr

be adjust¢d by a single factor of 2/3 . For a test voltage te¥él of 1,3 Uy the adjusted voltage in this case

2/V3 x 1,3 Uy (about 1,5 Uy).

19.2 Test requirements

At the cpnclusion of the test the enclosure of each capacitor shall be intact except tha

operatign of a vent, or minor damage of a case (e.g. cracks) is permitted provi

following conditions are met:

a) Escaping liquid materialimay wet the outer surface of the capacitor but shall ng
drogs.

b) Thelcontainer of the-Capacitor may be deformed and damaged but not broken.

c) Flames and/orfiery particles shall not be emitted from the openings.

This
scof|

th two terminals connected together or three-phase star-connected’ capaci
o terminals connected only. (This is because the testing voltage has to be §

pacitor with two terminals connected together

may_be“checked by enclosing the capacitor in gauze (cheesecloth). Bu

hpacitor

tor with

djusted
-phase

nnected

hinals will
will be of

normal
ded the

t fall in

ning or

ching of the gauze is then considered to be a criterion of failure.

d) The

resdlt of a dielectric test between terminals and container with 1 500 V for 10 s shall

be satisfactory.

NOTE Excessive emanation of fumes during the test could be dangerous.
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Annex A
(informative)

Self-healing breakdown test equipment that may be used
Figure A.1 shows an example of self-healing detection equipment that can be used during the
self-healing test (Clause 18)

Other methods are acceptable.

Test object

Ultrasonic-microphone Filter outlet range: Amplifieriand
Sensibility: 80 pc/bar 40 kHz to 80 kHz (-3 dB) Pulse shaper

Natural frequency: 65 kHz ’/

| i e N e e =l
7.7 / /

Divider and preamplifier Time delay switch adjustable Electronic coynter
Max. input sensitivity: > 1 mV From 5 ms.to)50 ms
Watdr bath Rms input resistance: 60 kQ IEC 0b12/14

Figure A.1 — Example of self-healing detection equipment
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS SHUNT DE PUISSANCE AUTOREGENERATEURS POUR

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

RESEAUX A COURANT ALTERNATIF DE TENSION ASSIGNEE
INFERIEURE OU EGALE A 1 000 V -

Partie 2: Essais de vieillissement, d'autorégénération et de destruction

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de. hor
compgsée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl).
pour ¢pbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de nopnralisation

nalisation
La CEIl a
dans les

domaipes de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités - publie des Normes

internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications acces
public| (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est con
comitg¢s d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut parti
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en ligison avec la CEl, {
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Intefnationale de Normalisat
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les d¢cisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques représentent, dans
du pofsible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné’que les Comités nationaux
intéregsés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les Ppblications de la CEIl se présentent sous la forme de reContmandations internationales et son
commgE telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous les«efforts raisonnables sont entrepris afin g
s'assyre de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue re

de I'éJentuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final|.

Dans |e but d'encourager I'uniformité internationale, i€s ‘Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dan
mesure possible, a appliquer de fagon transparénte les Publications de la CEIl dans leurs pu
nationEles et régionales. Toutes divergences (enhtre toutes Publications de la CEl et toutes pd
nationfales ou régionales correspondantes doivent’étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La CHI elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indé
fournissent des services d'évaluation .de Conformité et, dans certains secteurs, acceédent aux m3
confoymité de la CEIl. La CEIl n'est(responsable d'aucun des services effectués par les organ
certifitation indépendants.

Tous lles utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publica

Aucunle responsabilité ne-doit étre imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxi
mandataires, y compris..ses’ experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des
nationfaux de la CEIl, pour/tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de

dommfage de quelque‘nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compri
de jusftice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la

toute autre Publication de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'atteption eSt-attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pu
référepcées_est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attenption”est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peu

sibles au
iée a des
iper. Les
articipent
on (1SO),

a mesure
de la CEI

t agréées
ue la CElI
ponsable

s toute la
blications
blications

pendants
rques de
smes de

tion.
iaires ou
Comités
out autre
5 les frais
CEl ou de

blications

vent faire

I’objet de droits de brevet. La CEI ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

els droits

La Norme internationale CEI 60831-2 a été établie par le comité d'études 33 de la CEl:
Condensateurs de puissance et leurs applications.

Cette troisiéeme édition annule et remplace la deuxieme édition parue en 1995. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) mise a jour des références normatives;

b) réalisation des cycles de décharge a température ambiante avant essai de vieillissement;

c) réalisation d’'un essai d’autorégénération a tension alternative en courant alternatif;
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ification des conditions d’acceptation aprés la réalisation d'un
torégénération;

ification de I'essai de destruction.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
33/544/FDIS 33/551/RVD

essai

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une lis
Conden
tension

Le comi
stabilité

le de toutes les parties de la série CEI 60831, publiées sous.lé titre
sateurs shunt de puissance autorégénérateurs pour réseaux a._courant alter
assignée inférieure ou égale a 1 000 V, peut étre consultée surle’site web de

[té a décidé que le contenu de cette publication ne sera,pas modifié avant la
indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstere.iec.ch" dans les ¢

relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

¢ reco

nduite,

* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

¢ ame

ndée.

général
natif de
a CEl.

date de
onnées
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CONDENSATEURS SHUNT DE PUISSANCE AUTOREGENERATEURS POUR

RESEAUX A COURANT ALTERNATIF DE TENSION ASSIGNEE
INFERIEURE OU EGALE A 1000V -

Partie 2: Essais de vieillissement, d'autorégénération et de destruction

1 Domaine d'application

La prég
CEIl 608
d'autoré

NOTE L
CEI 6083

2 Réflérences normatives

Les dod
partie,

référend
derniers
amende]

CEI 608
courant
Caracté
d'install

ente partie de la CEI 60831 est applicable aux condensateurs conform
31-1, et contient les exigences relatives aux essais de Vvigillis
génération et de destruction de ces condensateurs.

b numérotation des articles et des paragraphes de la présente norme correspond a ceg
-1.

uments suivants sont cités en référence de maniére-normative, en intégralit
Hans le présent document et sont indispensables pour son application. H
es datées, seule I'édition citée s’applique. Rour les références non da

édition du document de référence s’applique (y compris les €
ments).

31-1:2014, Condensateurs shunt devpuissance autorégénérateurs pour reés
alternatif de tension assignée inférielyre ou égale a 1 000 V — Partie 1: Géné
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htion et d'exploitation
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17 Essai de vieillissement

171 Conditionnement
17.1.1 Généralités

La température de la cuve pendant la premiére partie (17.2a) et la troisieme partie (17.2c) de
I'essai de vieillissement doit étre la valeur de la température moyenne la plus élevée sur toute
période de 24 h (voir Tableau 1, CEl 60831-1:2014), plus la différence entre la température
relevée de la cuve et la température de l'air de refroidissement relevée a la fin de I'essai de
stabilité thermique effectué sur un condensateur identique. Il convient que la deuxiéme partie
(17.2b) de I'essai de vieillissement soit réalisée a température ambiante.

Les deux méthodes d'essai indiquées ci-apres sont destinées a assurer que la tempétature de
la cuve du condensateur demeure constante pendant I'essai.

Les deux méthodes sont considérées comme équivalentes.

L'essai |[des condensateurs qui ne sont pas étanches doit s'effectuer)en circulation forcée
d'air.

17.1.2 Essai en circulation forcée d'air

Les condensateurs sont montés dans une enceinte ousde l'air chaud circule a une| vitesse
telle que la variation de la température en tout pointide I'enceinte ne dépasse pas|+ 2 °C.
L'élément sensible du thermostat réglant la température dans l'enceinte ou est monté le
condengateur doit étre placé a la surface de la cuve’du condensateur, aux trois quaris de sa
partie slipérieure.

Le condensateur doit étre placé en positionryerticale, bornes en haut.

Lorsque plusieurs condensateurs sont:soumis a essai ensemble, ils doivent étre esppcés de
fagon alobtenir une uniformité suffisante de température.

Aprés gvoir disposé le condensateur dans I'enceinte non chauffée, le thermostat doit étre
réglé a la valeur de température indiquée en 17.1.1.

Ensuite] sans application de la tension au condensateur, l'enceinte doit étre portge a la
stabilité[thermique;.qui doit étre considérée comme atteinte lorsque la température de|la cuve
du condensateur est égale a la température fixée, avec une tolérance de + 2 °C.

La tension fixée au 17.2a) doit alors étre appliquée au condensateur.

17.1.3 Essai en bain liquide

Les condensateurs unitaires sont immergés dans un récipient rempli d'un liquide maintenu
pendant toute la durée de l'essai a la température indiquée en 17.1.1, au moyen d'un
dispositif de chauffage approprié.

Cette température est maintenue avec une tolérance de = 2 °C.

Il est nécessaire de veiller a ce que la température reste dans ces limites au voisinage du
condensateur.

Aucune tension n'est appliquée au condensateur tant qu'il n'a pas atteint la température du
bain liquide.
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La tension fixée au 17.2a) doit alors étre appliquée au condensateur).

Lorsque le matériau d'isolation des bornes ou I'enveloppe isolante des céables raccordés en
permanence au condensateur pourrait étre endommagé par le liquide chauffant, il est admis
de placer le condensateur dans une position telle que ses bornes ou les cables se trouvent
juste au-dessus de la surface du liquide.

17.2

Déroulement de l'essai

Avant I'essai, la capacité doit étre mesurée, tel que prescrit en 7.1 de la CElI 60831-1:2014.

Le déroulement de I'essai comprend les trois parties suivantes:

a) Le

prerlant en compte les tolérances de la tension d'alimentation, cette tension._d'es
étre|la tension moyenne pendant toute la durée de Il'essai.

b) Le

ou

Les |cables utilisés pour le circuit externe et la,_bObine d'inductance doivent a
sectlon appropriée, adaptée au courant maximal admissible (voir Article 21
CEI p0831-1:2014).

La
Le

CEI160831-1:2014.
c) Reépetition du point a).

Pendant toute la durée de l'essaiyla température de la cuve doit étre maintenue a |
indiquég¢ en 17.1.1.

Dans le|cas de condensateurs triphasés, la premiére et la troisieme parties de I'essa
a) et c)) doivent étre effectuées en appliquant a toutes les phases une tension de

Cela pept étre obtenu'soit au moyen d'une source triphasée, soit par une source mongq
et une modification des connexions internes.

En raison de _la longue durée de cet essai, des coupures de tension peuvent se pro
maniéreg iattendue. Au cours de ces coupures, les condensateurs unitaires doiver

dans

ondensateur doit étre soumis a une tension égale a 1,25 UN pendant\75

gondensateur doit ensuite étre soumis a 1 000 cycles de décharge.comprenant:

la décharge du condensateur au travers d'une bobine d'inductance de:

L=1 000

+ 20 % en microhenrys¢(uH)

{ est la valeur mesurée de la capacité en microfarads (uF).

durée de chaque cycle doit étre de 30 sxminimum.

type de connexion pour cette partie de I'essai doit étre tel que décrit a I'Article

I8 mise sous tension du condensateur a une tension en courantceontinu de 2 Uy;

0 h. En
sai doit

oir une
de la

16 de la

b valeur

(points

1,25 Uy

phasée

Juire de
t rester

leT méme moniage dessal, et la duree dessal est egalement Inierrom

pue. Si

I'alimentation de I'enceinte chauffante est coupée, I'essai de vieillissement doit retrouver les
mémes conditions de démarrage que celles décrites en 17.1.2 ou en 17.1.3.

17.3 Exigences d'essai
Au cours de l'essai, il ne doit se produire ni perforation permanente, ni circuit ouvert, ni
contournement.

A la fin de I'essai, le condensateur doit se refroidir librement a la température ambiante, et la
mesure de la capacité doit ensuite étre effectuée dans les mémes conditions qu'avant I'essai.

La variation maximale autorisée des valeurs de capacité avant et aprés I'essai doit étre de
3 % en moyenne pour toutes les phases et de 5 % pour une seule phase.
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L'essai diélectrique entre bornes et cuve doit étre effectué en suivant la méthode indiquée en
10.1 de la CEI 60831-1:2014.

L'essai d'étanchéité doit étre répété, tel que prescrit a I'Article 12 de la CEI 60831-1:2014.

18 Essai d'autorégénération

Cet essai peut étre effectué sur un condensateur entier ou sur un élément séparé ou sur un
groupe d'éléments faisant partie du condensateur, pourvu que le ou les éléments en essai
soient identiques a ceux qui sont utilisés dans le condensateur, et que leurs caractéristiques
soient semblables a celles qu'ils ont dans le condensateur. Le choix est laissé au fabricant.

Le condensateur (ou élément) doit étre soumis, pendant 10 s, a une tension alternative de
2,15 Up\[ ou a une tension continue de 3,04 Uy (valeur de créte de la tension-alternative de
2,15 Uy)-

S'il se produit moins de cing perforations pendant ce temps, on doit augmenter lentgment la
tension [jusqu'a ce que cing perforations aient lieu a compter du début)de I'essai, ou|jusqu'a
ce que la tension ait atteint 3,5 Uy en courant alternatif ou 4,95 Uyen-courant continu

S'il s'est produit moins de cinq perforations lorsque la tensign a atteint la limite de|tension
indiquée ci-dessus pendant une durée de 10 s, l'essai/doit étre arrété, si au mains une
perforatjon s'est produite.

Si aucune perforation ne s'est produite, I'essai peut.&tre poursuivi jusqu'a ce qu'au m@ins une
perforatjon ait lieu, ou peut étre interrompu et répété sur un autre condensateur (ou glément)
identiqule, le choix étant laissé au fabricant.

Avant ef aprés I'essai, on doit effectuer une“mesure de la capacité et de tan 3.
Aucun dhangement de la valeur de«a capacité supérieur ou égal a 0,5 % ne doit étre qutorisé.
La formyle suivante doit étre verifiée: tan 5 < 1,1 tan §p + 1 x 10~4, (4 50 ou 60 Hz)

Ou tan ¢ est la valeur apres I'essai, et tan 5 est la valeur avant I'essai.

NOTE 1 |Les perforations au cours de l'essai peuvent étre détectées au moyen d'un oscilloscope oy par une
méthode ¢'essai acoustique ou a haute fréquence.

En particyglier, un\équipement pour l'essai d'autorégénération des perforations, tel que décrit a I'Annexe A, pourrait
étre utilisé¢.

NOTE 2 t'essareffectug sur une partie du_condensateur peut permettre dedetecter ptus facitemment une
perforation autorégénérable.

Pour les condensateurs polyphasés, il convient que les tensions d'essai soient réglées en
conséquence.

Dans l'interprétation des résultats des mesures de capacité et de tan 5 obtenues avant et
apres l'essai, il convient de prendre deux facteurs en considération:
a) la reproductibilité de la mesure;

b) le fait qu'un changement interne dans le diélectrique peut produire une légére variation de
la capacité sans inconvénient pour le condensateur.
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